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ZARZADZENIE NR 190
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 27 grudnia 1995 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych
o przyrzadach czujnikowych stosowanych do sprawdzania plytek wzorcowych.

Na podstawne art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o przymdach czujnikowych stosowanych do sprawdzania
plytek wzorcowych, stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé przyrzady czujnikowe
stosowane do sprawdzania plyteck wzorcowych podlegajace kontroli metrologicznej, warunki
wlasciwego ich stosowania i okresy waznosci dowodéw kontroli metrologicznej.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Giéwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski
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§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

Zalgcznik do zarzqdzenia nr 190
Prezesa Gléwnego Urzpdn Miar
Z dnia 27 gradnia 1995 r. (poz. 1)

PRZEPISY METROLOGICZNE OJ PRZYRZADACH CZUJNIKOWYCH
STOSOWANYCH DO SPRAWDZANIA PLYTEK WZORCOWYCH

Postanowienia ogdlne
Przepisy dotycza przyrzadéw czujnikowych stosowanych do sprawdzania plytek wzorcowych
metodq porownawcza, zwanych dalej ,,przyrzadami czujnikowymi”.
Rozréznia si¢ dwa rodzaje przyrzadéw czujnikowych:

1) optyczne, z jednym czujnikiem pomiarowym wyposazonym w urzadzenie odczytowe projek-
cyjne lub okular odczytowy,
2) elektroniczne, z dwoma czujnikami pomiarowymi, analogowe lub cyfrowe.

Gérne granice zakresow pomiarowych oraz wartosci dzialek elementarnych przyrzadéw
czujnikowych podane sa w tablicy:
Rodzaj przyrzadu . Zakyes pomiarowy I Wartos¢ dzialki elementamne;j
pm
optyczny _
a) projekcyjny +20 0.2
b) z okularem odczytowym + 83 0.2
elektroniczny
a) analogowy +1 0,02
3 0,1
+10. 0,2 lub 0,5
=30 1
+ 100 5
+ 300 10
b) cyfrowy £20 0,01 lub 0,02
+ 200 B 0,1
+ 2000 1

Konstrukcja i wykonanie
Konstrukcjg przyrzadu przedstawia schematycznie rysunek:
1) przyrzad czujnikowy optyczny:
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4 1 - kolumna z podstawa,
2 - stolik pomiarowy
6 ' ' 3 - czujnik
Vi 4 - okular odczytowy lub urzadzenie projekcyjne
. 5 - nasadka wymienna
I_L 3 6 - urzadzenie przesuwu zgrubnego
i 7 - urzadzenie przesuwu dokladnego
1 |~/?
I__._/—
[ 4
L ]
2) przyrzad czujnikowy elektroniczny:
—
i 4
/_ 1 - kolumna z podstawg !
] 8 5 2 - stolik pomiarowy
‘ 3 - czujnik dolny ' |
4 - czujnik gérny '
-5 - urzadzenie odczytowe
. 6 - uklad pneumatyczny
I—| 7 - urzadzenie przesuwu zgrubnego
. 8 - urzadzenie przesuwu dokladnego
i
T
+ 6
' 3

§ 5. Konstrukcja przyrzadu czujnikowego powinna zapewniaé jego czesciom taka sztywnosé, aby
odksztatcenia wystepujace w warunkach normalnej pracy przyrzadu czujnikowego nie wptywaly na
doktadno$¢ pomiaru.

§ 6. Czgéci ruchome przyrzadu czujnikowego powinny przesuwaé sie w sposéb plynny, bez zacieé
i zahamowan, a urzadzenia zaciskowe powinny pewnie unieruchamia¢ je w dowolnym miejscu
przesuwu zgrubnego i doktadnego.

§ 7. Przyrzad czujnikowy nie powinien by¢ namagnesowany.

§ 8. Powierzchnie pomiarowe stolika i nasadek wymiennych powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

1)
2)
3)

4)

twardos¢ co najmniej 58 HRC,
chropowatosé, okre$lona parametrem R, nie wigksza niz 0,2 pm,

odchylenie od plaskosci stolika i nasadek plaskich nie wigksze niz 0,6 wm; odchylenie to moze
wystepowac tylko w kierunku wypuktosci,
brak uszkodzen i $ladéw korozji.
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§ 9.1.

§12.

§13.

§14.1.

§15.

§16.

Pole widzenia okularu odczytowego lub ckranu w przyrzadach czujnikowych optycznych powinno
by¢ oswietlone réwnomiernie w calym zakresie obserwacji.

. W czesciach optycznych i o$wietleniowych oraz na ekranie nie powinny wystepowaé defekty

utrudniajace obserwacje.

. Blad paralaksy w przyrzadach czujnikowych optycznych i elektronicznych analogowych powinien

by¢ niedostrzegalny.

Kreski i ocyfrowanie podziatki oraz wskazéwka powinny byé wyraznie widoczne w dowolnym
punkcie zakresu wskazan.

. Réinice szerokosei kresek powinny byé niedostrzegalne.
. Odchylenie od réwnoleglosci kresek podziatki 1 wskazéwki powinno byé niedostrzegalne.
. Wskazéwka bowinna siggac co najmniej do polowy najkrétszych kresek podziatki.

Przelaczniki zakresé6w i pokretel regulacyjnych w przyrzadach czujnikowych elektronicznych
powinny by¢ opisane czytelnie i dziata¢ poprawnie.

Segmenty wy$wietlacza oraz wskaZniki pomocnicze powinny by¢ sprawne i jednoznacznie okre$laé
przemieszczanie koncéwek pomiarowych.

Uklad pneumatyczny przemieszczania koficowek pomiarowych w przyrzadach czujnikowych
elektronicznych powinien dziata¢ tak, aby koficowka pomiarowa gérnego czujnika dosuwata sig jako
pierwsza do powierzchni pomiarowej ptytki wzorcowej, a odsuwala si¢ od niej jako druga.

Przesunigcie osi pomiarowej czujnika gérnego wzgledem osi czujnika dolnego w przyrzadach
czujnikowych elektronicznych powinno byé niedostrzegalne.

Nacisk pomiarowy czujnika powinien zawiera¢ si¢ w granicach:

1) 1,2+ 1,8) N - w przyrzadach czujnikowych optycznych,

2) (0,5 +1,2) N — w czujniku gérnym przyrzadu elektronicznego,
3} (0,4+0,6) N~ w czujniku dolnym przyrzadu elektronicznego.

. W przyrzadach czujﬁikowych elektronicznych nacisk pomiarowy czujnika gérnego powinien byé

wigkszy od nacisku czujnika dolnego co najmniej o 0,1 N.

Oznaczenia

Przyrzad czujnikowy powinien mie¢ wykonane na state oznaczenia: -
1)  warto$¢ dzialki elementarne;j,

2) nazwa lub znak wytwérey,

3) numer fabryczny,

4) nadany znak zatwierdzenia typu.

Charakterystyki metrologiczne

Bledy graniczne dopuszczalne wskazah przyrzadu czujnikowego, wyrazone w mikrometrach lub
w procentach wskazania, przedstawione sa w tablicy:
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Rodzaj przyrzadu Zakres pomiarowy Blad wskazan
optyczny
a) projekcyjny od— 10 umdo + 10 um = 0,07 pm
ponizej — 10 pm i powyzej + 10 pm 0,10 pm
b) z okularem odczytowym od-10 |.tr11:do+10pm % 0,07 pm
ponizej — 10 pm do — 40 pm oraz
powyzej +10 pm do + 40 pm +0,15 pm
ponizej — 40 pm i powyzej + 40 pm +0,25 um
elektroniczny
a) analogowy wszystkie zakresy pomiarowe +1,5%
b) cyfrowy wszystkie zakresy pomiarowe +1,0%

§17. Rozrzut wskazan przyrzadu czujnikowego wyrazony przez odchylenie srednie kwadratowe nie
powinien przekraczaé wartosci + 0,02 pm.

§18.1. Zmiana wskazafi przyrzadu czujnikowego optycznego na skutek nacisku bocznego na trzpien
pomiarowy nie powinna przekracza¢ 0,04 pm.

2, Po ustapieniu nacisku bocznego wskazanie przyrzadu czujnikowego powinno wréci¢ do polozenia
wyjsciowego.

Warunki witasciwego stosowania

§19.1. Przyrzad czujnikowy powinien by¢ ustawiony na stabilnej podstawie wolnej od drgah i wstrzaséw
w pomieszczeniu o temperaturze (20 + 1) °C.

2. Przyrzad czujnikowy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i namagnesowaniem.
3. Przyrzad czujnikowy nalezy utrzymywaé w czystosci i konserwowag.

Dowody kontroli metrologicznej

§20.1. Dowodem kontroli metrologicznej przyrzadu czujnikowego, zgloszonego do uwierzytelnienia na
wniosek zainteresowanego, jest $wiadectwo uwierzytelnienia.

2. Termin, do ktérego przyrzady czujnikowe zatwierdzonego typu moga by¢ wprowadzane do obrotu
lub uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

2

ZARZADZENIE NR 191
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 27 grudnia 1995 r.

w sprawie wprowadzenia instrukeji sprawdzania przyrzadéw czujnikowych
stosowanych do sprawdzania plytek wzorcowych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza si¢ instrukcj¢ sprawdzania przyrzadéw czujnikowych stosowanych do sprawdzania
piytek wzorcowych, zwanych dalej ,przyrzadami czujnikowymi”, stanowiaca zalacznik do
niniejszego zarzadzenia. '
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§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.1

§ 3.

Instrukcja sprawdzania okre$la metody sprawdzania zgodnodci whasciwosci przyrzadéw
czujnikowych stosowanych do sprawdzania plytek wzorcowych z wymaganiami przepiséw
metrologicznych o przyrzadach czujnikowych stosowanych do sprawdzania plytek wzorcowych,
wprowadzonych zarzadzeniem nr 190 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 27 grudnia 1995 r. (Dz.
Urz. Miar i Probiernictwa Nr 1, poz. 1), zwanych dalej ,,przepisami o przyrzadach czujnikowych”.

Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gtownego Urzedu Miar

 Krzysztof Mordziniski

Zalyeznik do zarzgdzenia nr 191
Prezesa Gléwnego Urzedn Miar
z dnia 27 grudnia 1995 r, (poz. 2}

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA PRZYRZAD(')W CZUJNIKOWYCH
STOSOWANYCH DO SPRAWDZANIA PLYTEK WZORCOWYCH

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze stosowane
do sprawdzania -

Do sprawdzania przyrzadéw. czujnikowych potrzebne sa:

1) mikrointerferometr,

2) ptaska plytka interferencyjna klasy dokladnosci I,

3) plytki wzorcowe klasy dokladnosci K lub 0,

4) waga o zakresie pomiarowym do 250 g i dzialce elementarnej 5 g lub sitomierz o zakresie
pomiarowym do 2,5 N i dzialce elementarnej 0,1 N,

5) sprawdzian szklany do sprawdzania wspétosiowosci czujnikéw przedstawiony schematycznie
na rysunku;

— L du

Warunki sprawdzania

Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosié (20 + 1) °C.

. Zmiana temperatury w czasie 1 godziny nie powinna przakraczaé 0,5.°C,
- Przyrzad czujnikowy przed sprawdzeniem powinien si¢ znajdowaé w warunkach wymienionych

wust. 112 co najmniej przez 12 godzin w celu ustabilizowania si¢ jego temperatury.

Przebieg sprawdzania
Sprawdzanie przyrzadéw czujnikowych obejmuje:
1) ogledziny zewnetrzne,
2)  sprawdzenie konstrukcji i wykonania,
3) wyznaczenie charakterystyk metrologicznych.
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S Ogledziny zewnegtrzne
§ 4. Podczis ogledzin zewngtrzych nalezy sprawdzié, czy:
Y] L_Mniana przyrzadzie czujnikowym wykonane sa zgodnie z wymaganiami § 15 przepiséw
0 przyrzadach czujnikowych, :
2).  czgsei ruchome przesuwajq sig plynnie, bez zacieé i zahamowar,
3) urzadzenia zaciskowe dzialaja poprawnie, _
. 4) na powierzchniach pomiarowych stolika i nasadek wymiennych nie wystepuja uszkodzenia
i §lady korozji, o
- 5)  przyrzad czujnikowy nie wykazuje wlasciwosci magnetycznych; w przeciwnym razie nalezy go
odmagnesowagé, _
6) pole widzenia okularu odczytowego lub ekranu Jest o$wietlone réwnomiemie w catym zakresie
obserwacji, ‘
7)  w czgsciach optycznych i odwietleniowych nie wystepuja defeky utrudniajace obserwacje,
8) kreski i ocyfrowanie podziatki oraz wskazéwka sq wyraznie widoczne w dowolnym punkcie
zakresu wskazan,
9) przelaczniki zakreséw i pokretel regulacyjnych sa opisane czytelnie i dzialaja poprawnie,
10)  segmenty wyswietlacza oraz wskazniki pomocnicze dzialaja poprawnie,
11}  ukfad pneumatyczny dziata poprawnie.
| Sprawdzanie konstrukeji i wykonania
§ 5. Nalezy sprawdzi, czy konstrukcja i wykonanie przyrzadu czujnikowego odpowiadaja wymaganiom
§ 3-5 i § 9-13 przepiséw o przyrzadach czujnikowych.
§ 6.1. Chropowato$é powierzchni pomiarowych stolika i nasadek wymiennych przyrzadu czujnikowego
nalezy sprawdzi¢ za pomoca mikrointerferometru.

2. Przy okreflaniu chropowatosci prazki interferencyjne powinny byé ustawione prostopadle do $ladéw
obrébki powierzchni sprawdzanej. Wartos¢ liczbowa, parametru R, nalezy wyznaczy¢é wedhig
wzoru:

&nn:m ’ i ’
2
gdzie:

m - najwigksze odchylenie prazka od prostoliniowosci w granicach odcinka elementarnego,
przyjmujac jako jednostke odchylenia odlegloéé migdzy sasiednimi prazkami
interferencyjnymi,

A - diugosé fali zastosowanego $wiatla.

Przyjmuje sig, ze warto$¢ parametru R 0dpowiada wartosci parametru R, .
§ 7. Odchylenie od plaskosci p powierzchni pomiarowych stolika i wymiennych nasadek plaskich nalezy

sprawdzi¢ za pomoca, plaskiej plytki interferencyjnej w nastgpujacy sposéb:

1)  przylozy¢ plytke interferencyjna do badanej powierzchni i docisnaé ja lekko tak, aby ukazat sie
obraz prazkéw interferencyjnych; pochylajac plytke interferencyjng doprowadzié do takiego jej
polozenia wzgledem powierzchni sprawdzanej, w ktérym obserwuje sig. najmniejsza liczbe
prazkow, '

2) wymaczyé odchylenie prazkéw interferencyjnych od prostoliniowoéci m, przyjmujac za
jednostke odchylenia odleglosé miedzy sasiednimi prazkami, w przypadku gdy prazki tworza
linie otwarte; jezeli prazki interferencyjne tworza linie zamknigte, m réwna sig liczbie
zaobserwowanych prazkéw,

3) obliczy¢ odchylenie od ptaskosci p wedlug wzoru:
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§ 8.1.

§ 9.

§10.1.

(SR

p=m :
gdzie: A - dlugos¢ fali $wiatta stosowanego do uzyskania interferencii; przy obserwacji w §wietle
dziennym przyjmuje si¢ 4 = 0,6 pm,
4) okresli¢ kierunek odchylenia od plaskosci powierzchni sprawdzanej (wklesto$é ,.— lub
wypuklos¢ ,,+7), przy czym dla prazkéw interferencyjnych tworzacych linie:
a) otwarte — powierzchnia jest wypukla, gdy prazki sa wygiete w kierunku od migjsca
zetknigcia obu powierzchni, a wklgsta, gdy prazki sa wygiete do miejsca zetknigcia,
b) zamknigte — powierzchnia jest wypukla, gdy po lekkim naciénieciu plytki prazki rozchodza
si¢ od $rodka, a wklesta, gdy prazki zbiegaja sie do srodka.
Nacisk pomiarowy przyrzadu czujnikowego nalezy sprawdzié za pomoca wagi w nastgpujacy
sposéb:
1) wage i przyrzad czujnikowy ustawié obok siebie na sztywnej podstawie (np. plycie
~ pomiarowe;),
2)  trzpiefi pomiarowy przyrzadu czujnikowego z nasadka sferyczng zetknaé z szalka wagi,
3) przesuwajac plynnie czujnik ku dotowi, odczytaé wskazania wagi odpowiadajace kolejnym
wskazaniom przyrzadu czujnikowego w co najmniej trzech punktach zakresu pomiarowego
(na poczatku, w srodku i na koficu),
4)  przesuwajac czujnik stopniowo ku gérze, odczytaé wskazania wagi — przy powrotnym ruchu
trzpienia pomiarowego — dla tych samych punktow zakresu pomiarowego.

. Jako nacisk pomiarowy przyrzadu czujnikowego przyjmuje si¢ najwicksza ze znalezionych warto$ci

nacisku, przy czym nalezy przyjaé, ze jeden niuton odpowiada ciezarowi o masie sty gramow.

- Nacisk pomiarowy czujnika mozna réwniez sprawdzié za pomoca sitomierza.

W przyrzadach czujnikowych elektronicznych przesuniecie osi pomiarowej czujnika gérnego
wzgledem osi czujnika dolnego, sprawdza si¢ za pomoca sprawdzianu szklanego w nastepujacy
sposob: :

1) ustawi¢ wskazanie czujnika dolnego na zero (przy wykaczonym czujniku gérnym) za pomoca
potozonej na stoliku pomiarowym plaske;j phytki inerferencyjnej lub plytki wzorcowej,

2) polozy¢ sprawdzian szklany na stoliku (na miejsce wezedniej uzytej ptytki) tak, aby koficéwka
pomiarowa czujnika dolnego stykata si¢ z dolna powierzchnia trzpienia sprawdzianu,
i przesuwajac delikatnie sprawdzian doprowadzié do takiego jego polozenia, aby o§ trzpienia
sprawdzianu pokrywata si¢ z osia trzpienia pomiarowego czujnika (najwieksze wskazanie
czujnika dolnego), _ _

3) wlaczy¢ czujnik gérny, doprowadzi¢ jego koncowke pomiarowa do zetknigcia z gérna
powierzchnia trzpienia sprawdzianu i nastawié¢ wskazanie zerowe przyrzadu czujnikowego,

4) przemieszcza¢ sprawdzian delikatnie w kierunkach prostopadtych do osi trzpieni pomiarowych
czujnikéw i obserwowaé wskazania przyrzadu czujnikowego; jezeli wskazania maleja, to osie
obu czujnikéw pokrywaja sig; jezeli wskazania przyrzadu czujnikowego rosng przy
przesuwaniu w ktérymkolwiek kierunku, to osie te si¢ nie pokrywaja,

3) jezeli osie czujnika gémego i dolnego nie pokrywaja sig, to nalezy wyregulowaé ich potozenie
1 powtdrzy¢ czynnoéci sprawdzania.

Wyznaczanie charakterystyk metrologicznych

Bledy wskazan przyrzadu czujnikowego nalezy wyznaczyé za pomoca plytek wzorcowych

W nastgpujacy sposéb: '

1) przygotowaé plytki wzorcowe o diugosciach nominalnych tak stopniowanych, aby umoziiwiaty
wyznaczenie bledéw wskazan w calym zakresie pomiarowym czujnika, np. 1,00 mm, 1,01 mm,
1,02 mm, 1,03 mm i 1,04 mm, '

2)  ustawi¢ wskazanie zerowe przyrzadu czujnikowego za pomoca jednej z plytek wzorcowych,
np. o dlugosci nominalnej 1,02 mm, :
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3) odozytaé wskazania przyrzadu czujnikowego odpowiednio dla pozostatych plytek,
4) obhczyé bledy wskazai e, przymdu czujnikowego w sprawdzanym punkcie zakresu
pomiarowego wedtug wzornu:
e,=a-—(~-1),
gdzie:
a, - wskazanie prgyr;a,du cmjmkowego
I, - dlugoét “plytki wzorcowej uzytej do ustawienia wskazania zerowego przyrzadu
.. czujnikowego,
I, - dhgosé plytki wzorcowej uzytej do wyznaczenia bledu wskazania w sprawdzanym
punkcie zakresu pomiarowego przyrzadu czujnikowego.

. Przy wyznaczaniu bledéw wskazafh przyrzadu czujnikowego plytki wzorcowe powinny byé
umieszczone na stoliku pomiarowym tak, aby pomiary wykonywane byly w $rodku geometrycznym
ich powierzchni,

§11. Rozrzut wskazah przyrzadu czujnikowego nalezy wyznaczyé za pomoca plytki wzorcowej
o dlugosci nominalnej, np. 5 mm w nastepujacy sposéb:
1}  polozy¢ ptytke wzorcowa na stoliku pomiarowym przyrzadu czujnikowego,
2)  odczyta¢ 10 wskazan, kazdorazowo podnoszac i opuszczajac trzpien pomiarowy,
3) obliczy¢ odchylenie Srednie kwadratowe s wedlug wzoru:
Z (a -a)’
$= n—1 ’
4) odchylenie $rednie kwadratowe s nalezy wyznaczyé w co najmniej trzech punktach zakresu
' pomiarowego (na poczatku, w $rodku i na koricu),
5) rozrzutem wskazan przyrzadu czujnikowego jest najwigksza z otrzymanych wartosci odchylen
Srednich kwadratowych.
§12. Zmiang wskazai przyrzadu czujnikowego optycznego na skutek nacisku bocznego na trzpien
pomiarowy nalezy wyznaczy¢ za pomoca plytki wzorcowej o dlugoéci nominalnej, np. 10 mm
w nastgpujacy sposéb: _
1)  polozy¢ na stoliku pomiarowym plytke wzorcowa i doprowadzi¢ do zetknigcia z nia trzpienia
pomiarowego z nasadka sferyczna,
2) ustawi¢ wskazanie czujnika na zero,
3) okreslié na_]w1qkszs‘ roznicg wskazah przyrzadu czujnikowego, przesuwajac plytke wzorcowsa
na stole pomiarowym w réznych kierunkach.
Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia
§13. Jezeli w wyniku sprawdzenia stwierdzono, #e czujnik odpowiada wymaganiom przepiséw

o czujnikach, wydaje si¢ $wiadectwo uwierzytelnienia.
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ZENIE NR 192
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 27 grudnia 1995 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych o przymiarach sztywnych.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sie, co nastepuje: )

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.1.

§ 3.1.

Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o przymiarach sztywnych, stanowiace zalacznik do
niniejszego zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé¢ przymiary sztywne
podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania oraz okresy waznosci
dowoddéw kontroli metrologiczne;j. '

Zarzadzenie wchodzi w Zzycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
: Prezes
Gléwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordzinski

Zalgcznik do zarzadzenia nr 192
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 27 grudnia 1995 r. (poz. 3)

PRZEPISY METROLOGICZNE O PRZYMIARACH SZTYWNYCH

Postanowienia ogélne

Przepisy dotycza przymiaréw sztywnych klasy dokltadnosci I i II, zwanych dalej ,,przymiarami”.

. Ze wzgledu na spos6b odtwarzania dlugosci rozréznia sig nastgpujace rodzaje przymiaréw:

1) kreskowe, w ktérych ograniczeniami dhugosci sa kreski podziatki,
2) koncowo-kreskowe, w ktorych:
. a) co najmniej jednym ograniczeniem dhlugosci jest powierzchnia czolowa przymiaru,
a pozostatymi ograniczeniami dhugosci sq kreski podziatki,
b) poczatkiem i koncem podziatki jest odpowiednio powierzchnia czolowa przymiaru
i powierzchnia pomiarowa szczgki, a pozostalymi ograniczeniami dlugosci sa kreski
podziatki. '

Goérne granice zakreséw pomiarowych przymiaréw powinny by¢ zawarte w przedziale (0,5 + 5,0) m.

. Warto$¢ dzialki elementarnej przymiaru powinna wynosi¢ 1 mm, 5 mm lub 1 ¢cm; dopuszcza si¢

przymiary z dziatka elementarna 1 dm.

Materiat, konstrukcja i wykonanie

Przymiary powinny by¢ wykonane ze stali weglowej lub stopowej o wspélczynniku rozszerzalnosci
liniowej (11,5 £2,0)- 10°°C". Zmienno$é wymiaréw przymiaru w czasie powinna byé ograniczona
przez stabilizacje¢ materiatu.
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§ 4.

§ 5.1.

§ 6.

§ 7.

§ 8.

§ 9.

§10.

§11.1.-

§12.

§13.1.

§14.1.

. Przymiary powinny byé trwale zabezpieczone przed korozja.
- Dopuszcza si¢ wykonanie przymiaréw z metali kolorowych, platynitu lub inwaru o znanym

wspdlezynniku rozszerzalnosci liniowej.

Material oraz przekr6j poprzeczny przymiaru powinny zapewniaé mu taka sztywnosé, aby zmiana
strzatki ugiecia, spowodowana przylozeniem sily 4,9 N w punkcie $rodkowym przymiaru pod-
partego w punktach Bessela, nie przekraczata 0,2 mm.

Powierzchnie przymiaru nie powinny mieé¢ plam, zadzioréw i peknigé, a krawedzie nie powinny by¢
ostre. KrawedZ ograniczajaca powierzchnig czolowa przymiaru nie powinna by¢ znieksztalcona.

. Przymiar nie powinien by¢ namagnesowany.

Chropowatos¢ wszystkich powierzchni przymiaru, okre§lona parametrem R,, nie powinna przekra-
czaé wartosci 1,25 pm.

Odchylenie od ptaskosci powierzchni bocznej przymiaru, przeciwleglej do powierzchni z podzialka,
nie powinno przekraczaé wartosci:

1) 0,5 mm - dla przymiaréw o zakresie pomiarowym nie przekraczajacym 1 m,

2) 1,0 mm — dla przymiaréw o zakresie pomiarowym przekraczajacym 1 m.

Odchylenie od prostoliniowosci wzdluznej powierzchni pomiarowej przymiaru nie powinnp
przekraczaé wartosci:

1) 0,4 mm - dla przymiaréw o zakresie pomiarowym nie przekraczajacym 1 m,
2) 0,8 mm - dla przymiaréw o zakresie pomiarowym przekraczajacym 1 m,
3) 0,1 mm /100 mm — w dowolnym miejscu zakresu pomiarowego przymiaru.

Odchylenie od prostoliniowosci czolowych powierzehni pomiarowych, stanowiacych poczatkowe
i koficowe ograniczenie dlugosci przymiaru konficowo-kreskowego, nie powinno przekraczaé
wartosci 0,04 mm.

Odchylenie katowe od prostopadlosci czolowych powierzchni pomiarowych wzgledem wzdhuznej
powierzchni pomiarowej nie powinno przekraczaé wartosci + 10,

Podziatka przymiaru powinna by¢ wykonana tylko na jednej powierzchni bocznej.

. Jezeli przymiar ma dwie podziatki, powinny one mie¢ wspélny poczatek odpowiadajacy wskazaniu

zerowemu zakresu pomiarowego.

Kreski podzialki powinny by¢ kontrastowe, proste, o obrzezach prostoliniowych, a ich kofce
pokrywac¢ si¢ z krawedzig wzdhuznej powierzchni pomiarowej i by¢ do niej prostopadle. Odchylenie
od prostoliniowosci kresek oraz ich odchylenie od prostopadiosci wzgledem wzdhuznej powierzchni
pomiarowej powinno byé niedostrzegalne.

Szerokos¢ kresek podziatki przymiaru powinna zawieraé si¢ w granicach:
1) (0,06 +0,20) mm — dla przymiaréw klasy doktadnosci I,
2) (0,06 +0,25) mm — dla przymiar6w klasy doktadnosci II.

. Réznice szerokosci poszczegélnych kresek podziatki oraz roznice szerokosci tej samej kreski nie

powinny przekraczaé wartosci:

1) 0,05 mm — dla przymiaréw klasy dokladnosci I,

2) 0,10 mm — dla przymiaréw klasy doktadnosci II.

Podziatke z dziatka elementarng o wartosci 1 mm tworza trzy rodzaje kresek:

1) dhigie — kreska zerowa i kazda dziesiata,

2) $rednie — kreska odpowiadajaca wskazaniu 5 mm i nieparzystym wielokrotnosciom 5 mm,
3) krotkie — kreski pozostate.

Podziatke z dziatka elementarna o warto$ci 5 mm tworza dwa rodzaje kresek:
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§15.1.
. Ocyfrowane powinny by¢ nastepujace kreski:

§16.

§17.1.

1) dtugie — kreska zerowa i odpowiadajaca kazdej parzystej wielokrotnosci 5 mm,
2) érednie — kreski pozostale.

. Dla podzialki z dziatka elementarna o wartosci 1 cm i 1 dm wszystkie kreski sg dtugie, przy czym

w przymiarach z dzialka elementarna o wartosci 1 dm ich dlugo$¢ moze by¢ réwna szerokosci
powierzchni bocznej.

Ocyfrowame kresek podziatki powinno byé czytelne i jednoznaczne.

1) kazda kreska odpowiadajaca 10 mm i wielokrotnos$ci 10 mm — dla podziatki o wartosci dziatki
elementarnej 1 mm, 5 mm i 10 mm,

2) kazda kreska odpowiadajaca 1 dm i wielokrotmosei 1 dm — dla podzialki o wartosci dzialki
elementarnej 1 dm.

. Miejsca ocyfrowan, ksztalt, kolor i kontrast cyfr powmny by¢ przystosowane do rodzaju podziatki

oraz barwy powierzchni przymiaru.

Oznaczenia

Przymiar powinien mie¢ wykonane na stale oznaczenia:
1) zakres pomiarowy wyrazony w metrach,

2) numer fabryczny lub znak wyrézniajacy,

3) nazwa lub znak wytwérey,

4) wspélczynmk rozszerzalnosci liniowej, jesli material, z ktérego wykonany jest przymiar, jest
inny niz podany w § 3 ust. 1,

5) nadany znak zatwierdzenia typu,
6) klasa dokladnosci.

Biedy graniczne dopuszczalne

Bledy graniczne dopuszczalne diugosci odcinka podziatki przymiaru w temperaturze 20 °C okreslone
sa wzorami:
1) *(0,1+0,1-L)mm - dla przymiaréw klasy dokladnosci I,
2) +£(0,3+0,2-L) mm — dla przymiaréw klasy doktadnosci II,
gdzie L jest wartoscia liczbowa dlugoéci sprawdzanego odcinka podzialki, wyrazonej w metrach.
Blad dlugosci dzialki elementarnej oraz réznice migdzy dlugosciami dwdch kolejnych dziatek
elementarnych nie powinny przekracza¢ wartosci:
1) dla przymiaréw klasy dokladnosci I:

a) +0,1 mm - dla przymiaréw z dziatka elementarng o wartoéci 1 mm i 5 mm,

b) * 0,2 mm — dla przymiaréw z dziatka elementarng ¢ wartosci 1 cm,

¢) +0,3 mm — dla przymiaréw z dziatka elementarng o wartosci 1 dm,
2) dla przymiaréw klasy dokladnosci II:

a) 0,2 mm - dla przymiaréw z dziatka elementarng o wartosci 1 mm i 5 mm,

b) * 0,4 mm — dla przymiaréw z dziatka elementarng o wartosci 1 cm,

¢) = 0,5 mm - dla przymiaréw z dziatka elementarng o wartosci 1 dm.

. W przymlarach koncowo—kreskowych wartosci bezwzgledne bledéw granicznych dopuszczalnych

dlugosci pierwszej i ostatniej dzialki elementarnej sa powiekszone o wartosci:

1) 0,1 mm — dla przymiaréw klasy dokladnosci [,
2) 0,2 mm - dla przymiarow klasy dok}adnosci II.
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§18.1.

§19.1.

Warunki wiasciwego stosowania
Przymiar powinien by¢ przed uzyciem oczyszczony ze $rodka ochronnego i pytu.

. Przymiar nalezy chronié przed zarysowaniem lub innego rodzaju uszkodzeniami oraz namagneso-

waniem.

. Przy stosowaniu przymiarow w temperaturze roéinej od 20°C nalezy do wyniku pomiaru

wprowadzi¢ poprawke na rozszerzalnos¢ liniowg materiaty, z ktérego przymiar zostal wykonany.
Przymiar nalezy przechowywa¢ w futerale, w miejscu czystym i suchym,

Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej przymiaru, zgloszonego do uwierzytelnienia na wniosek
zainteresowanego, jest Swiadectwo uwierzytelnienia.

. Termin, do ktorego przymiary zatwierdzonego typu moga by¢ wprowadzane do obrotu lub

uzytkowania, okre§lony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

_ ZARZADZENIE NR 193
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 27 grudnia 1995 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania przymiaréw sztywnych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Wprowadza si¢ instrukcj¢ sprawdzania przymiaréw sztywnych, zwanych dalej ,przymiarami”,
stanowiacg zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci przymiaréw sztywnych
z wymaganiami przepiséw metrologicznych o przymiarach sztywnych, wprowadzonych
zarzadzeniem nr 192 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 27 grudnia 1995 r. (Dz. Urz. Miar
i Probiernictwa Nr 1, poz. 3), zwanych dalej ,,przepisami o przymiarach”.

Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia.
Prezes
Gléwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordzinski
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§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.1.

3.

Zalgcznik do zarzgdzenia nr 193
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 27 grudnia 1995 r. (poz. 4)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA PRZYMIAROW SZTYWNYCH

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomochicze stosowane
do sprawdzania

Do sprawdzania przymiaréw potrzebne sa:
1) komparator do przymiar6w sztywnych albo kontrolny przymiar sztywny lub potsztywny,
2) pordéwnawcze wzorce chropowatosci,
3) linial powierzchniowy klasy doktadnosci II,
4) linia krawedziowy klasy doktadnosci I,
5) szczelinomierz,
6) katomierz uniwersalny lub optyczny albo katownik krawedziowy stalowy, klasy dokladnosci II,
7} czujnik zegarowy klasy dokladnosci II,
8) suwmiarka uniwersalna lub plytki wzorcowe,
9) lupa pomiarowa Brinella, ‘
10) lupa o powigkszeniu co najmniej o$miokrotnym,
11) odwaznik o masie 0,5 kg.

Przebieg sprawdzania
Sprawdzanie przymiaréw obejmuje:
1) ogledziny zewngtrzne,
2) sprawdzenie konstrukeji i wykonania,
3) wyznaczenie bledéw dlugosci podzialki.

Ogledziny zewnetrzne
Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzié, czy:
1) oznaczenia na przymiarze wykonane sg zgodnie z wymaganiami § 16 przepiséw o przymiarach,
2) na powierzchniach przymiaru nie wystepuja plamy, zadziory i peknigcia oraz czy krawedzie nie
sa ostre, a krawedzie ograniczajace powierzchnie czolowe nie sa znieksztaicone,
3} przymiar nie wykazuje wlasciwosci magnetycznych; przymiar wykazujacy takie wlasciwosci
nalezy odmagnesowac,
4) kreski podzialki i ich ocyfrowanie sa kontrastowe i czytelne.

Sprawdzanie konstrukcji i wykonania

Nalezy sprawdzi¢, czy konstrukcja i wykonanie przymiaru odpowiadaja wymaganiom § 2—4, 11-15
przepiséw o przymiarach.

Sztywnosé przymiaru okresla sig jako zmiang strzatki ugigcia spowodowana przytoZzeniem
w punkcie §rodkowym przymiaru sily 4,9 N. '

. Przymiar sprawdzany nalezy polozy¢ na powierzchni pomiardwej linialu powierzchniowego,

podpierajac go w punktach Bessela (znajdujacych si¢ w odleglosci 0,22 L od koficéw przymiaru,
gdzie L jest gbrna granicq zakresu pomiarowego przymiaru).

Na powierzchni liniatu powierzchniowego lub na umieszczonej obok niego sztywnej podstawie
nalezy umiescié uchwyt z czujnikiem zegarowym i po doprowadzeniu kofcéwki pomiarowe;)
czujnika do zetknigcia z goérng powierzchnia boczna przymiaru (w jego punkcie Srodkowym)
odczytaé wskazanie czujnika.
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4.

§ 6.

§ 7.

§ 8.

§ 9.

§10.1.

W punkcie Srodkowym przymiaru nalezy przylozyé site 4,9 N i ponownie odczytaé wskazanie
czujnika. ,

- Rémica wskazan czujnika, uzyskana dla przymiaru obciazonego i nie obciazonego, jest zmiana

strzatki ugigcia przymiaru.

. Zmiang strzatki ugigcia mozna réwniez okreslié na podstawie pomiaru odlegloéci ~ za pomocy

plytek wzorcowych lub suwmiarki uniwersalnej — miedzy dolna powierzchnia przymiaru
sprawdzanego, podpartego w punktach Bessela, a powierzchnia pomiarowa linialu
powierzchniowego, na ktérej jest on umieszczony. Réznica zmierzonych odlegtosci — dla przymiaru
obciazonego i nie obciazonego — okresla sztywnosé przymiaru.

Chropowato$¢ powierzchni przymiaru sprawdza sig przez poréwnanie z wzorcami poréwnawczymi
chropowatoéci, postugujac si¢ przy tym lupa o powickszeniu co najmniej o$miokrotnym.

Odchylenie od plaskosci” powierzchni bocznej przymiaru sprawdza si¢ mierzac za pomoca,
szczelinomierza szeroko$é szczelin $wietlnych, wystepujacych migdzy sprawdzana powierzchnia
a powierzchnia pomiarowa linialu powierzchniowego, na ktérej jest polozony przymiar.

Odchylenie od prostoliniowo$ci powierzchni czolowych przymiaru sprawdza sie za pomoca liniatu
krawedziowego, mierzac szczelinomierzem szeroko$é szczelin swietlnych miedzy powierzchnia
sprawdzana a krawedzig liniatu krawedziowego, opartego na tej powierzchni wzdhuz jei
przekatnych. Wigksza ze znalezionych wartoéci stanowi odchylenie od prostoliniowosci
sprawdzanej powierzchni czotowe] przymiaru.

Odchylenie od prostoliniowosci wzdhiznej powierzchni pomiarowe; przymiaru sprawdza sie
W spos6b analogiczny do sposobu sprawdzania opisanego w § 8.

Odchylenie katowe od prostopadioéci powierzchni czolowej przymiaru wzgledem wzdluznej
powierzchni pomiarowej sprawdza si¢ za pomoca katownika albo katomierza uniwersalnego lub
optycznego. '

. Jezeli do sprawdzania odchylenia od prostopadtosci powierzchni czotlowej wzgledem wzdluznej

powierzchni pomiarowe;j stosuje si¢ katownik krawedziowy, to nalezy wyznaczyé wartosé szczeliny
swietlnej migdzy wzdiuzng powierzchnia pomiarows przymiaru a dhuzszym ramieniem katownika
przylozonego podstawa do powierzchni czolowej przymiaru,

- Odchylenie katowe Aer od prostopadlosci powierzchni czolowej przymiaru wzgledem wzdtuznej

powierzchni pomiarowej okresla si¢ wedtug wzoru:

@um=%,

gdzie :
a - najwigksza warto§¢ szerokosci szczeliny $wietlnej miedzy wzdluzng powierzchnia
pomiarowa przymiaru a krawedzia pomiarowa dhizszego ramienia katownika, wyrazona
w milimetrach,
I - diugosé dluzszego ramienia katownika (czeéci wewnegtrznej), wyrazona w milimetrach.
Wyznaczenie odchylenia katowego od prostopadiosci Ao powierzchni czolowej wzgledem
wzdluznej powierzchni pomiarowej za pomoca katomierza optycznego lub uniwersalnego polega na

bezposrednim pomiarze kata zawartego migdzy tymi powierzchniami. Odchylenie katowe Ao
wyznacza si¢ wedlug wzoru:

Aa=w-90° ,

gdzie W jest wskazaniem katomierza.
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§11.

§12.

§13.1.

Szerokosé kresek podziafki oraz réimice szerokosci kresek sprawdza sig za pomoca lupy pomiarowe)
Brinella, mierzac kilka wybranych wyrywkowo kresek w catym zakresie pomiarowym przymiaru.

Sprawdzen wymienionych w § 3, 5, 6 i 11 nie wykonuje si¢ przy uwierzytelnianiu przymiaru.

Wyznaczanie bledéw diugosci podzialki

Blad diugosci podziatki okreéla si¢ przez wyznaczenie dlugosci sprawdzanego odcinka za pomoca
komparatora do przymiaréw sztywnych albo kontrolnego przymiaru sztywnego lub pélsztywnego
w przypadku sprawdzania przymiaréw klasy doktadnosci IL

Biad dlugo$ci podziatki nalezy wyznaczyé dla calego zakresu pomiarowego sprawdzanego
przymiaru oraz dla odcinkéw podziatki bedacych wielokrotnoscia:

1) 100 mm — w przymiarach o gérnej granicy zakresu pomiarowego 0,5 m,
2) 200 mm — w przymiarach o gérnej granicy zakresu pomiarowego powyzej 0,5 m do 1 m,
3) 500 mm — w przymiarach o gérnej granicy zakresu pomiarowego powyzej 1 m;

punktem poczatkowym kazdego sprawdzanego odcinka powinna by¢é dolna granica zakresu
pomiarowego przymiaru.

. Przy wyznaczaniu bleddw dhugosci przymiar powinien by¢ podparty w punktach Bessela.

W celu wyznaczenia bledéw dhugosci podziatki za pomoca komparatora nalezy:

1) sprawdzany przymiar umiesci¢ na regulowanej podktadce obok podziatki komparatora i przez
zmiane wysokosci podkiadki doprowadzi¢ przymiar do takiego poloZenia, aby powierzchnie, na
ktérych naniesione sa porGwnywane ze soba podziatki, znajdowaly si¢ w jednej plaszczyznie,

2) przymiar sprawdzany przesunaé tak, aby o§ poczatkowej kreski podziatki sprawdzanej
pokrywala si¢ z osia poczatkowej kreski komparatora; jezeli sprawdzany jest przymiar
koficowo-kreskowy, powierzchnia czolowa tego przymiaru powinna si¢ pokrywal z osia
poczatkowej kreski podziatki komparatora,

3) wyznaczyé blad dhugoéci e sprawdzanego odcinka podziatki wedtug wzoru:
e=L,~L..,
gdzie:
L_ - dlugosé odcinka podziatki przymiaru sprawdzanego, zmierzona za pomoca komparatora,
L .., - dlugoéé nominalna sprawdzanego odcinka;
bltad dlugosci e wyznaczyé trzykrotnie i jako wynik ostateczny przyja¢ warto$¢ sSrednia;
znalezione bledy dlugosci pordwnaf tego samego odcinka podzialki nie mogg rézni¢ sig

migdzy soba wigcej niz o 0,05 mm dla przymiaréw klasy dokladnosci I i 0,1 mm dla
przymiaréw klasy dokladnosci II; w razie wystapienia wigkszych réznic pomiary nalezy

powtorzyc,
4) wyznaczy¢ blad dlugoici ey, sprawdzanego odcinka podziatki, odniesiony do temperatury
20 °C wedlug wzoru:
ey = tet(ag—0o)t-20) L, ,
gdzie:
e, - blad dtugoéci odeinka komparatora wyznaczony w temperaturze 20 °C,
e, - warto$¢ $rednia z ftrzech otrzymanych bledéw dhugosci sprawdzanego odcinka
podzialki,
& i ¢, - wspblczynniki rozszerzalnosci liniowej komparatora i przymiaru sprawdzanego,
t - temperatura otoczenia wyrazona w stopniach Celsjusza,

L - dlugo$é nominalna sprawdzanego odcinka podziatki.

nom
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§14.

5. W celu wyznaczenia bledu dhugosci odcinka podzialki za pomoca kontrolnego przymiaru sztywnego

lub pélsztywnego nalezy:

1) przymiar sprawdzany i przymiar kontrolny polozyé obok siebie na powierzchni liniatu
powierzchniowego tak, aby powierzchnie podzialek znajdowaly sie¢ w jednej plaszczyznie,
a wzdluzne powierzchnie pomiarowe stykaly si¢ ze soba; czolowe powierzchnie poré6wny-
wanych przymiaréw (w przymiarach konicowo-kreskowych) lub osie pierwszych kresek
(w przymiarach kreskowych) powinny si¢ znajdowaé w jednej plaszczyznie,

2) jezeli do wyznaczania bledu dlugosci odcinka podziatki stosowany jest przymiar pélsztywny,
nalezy go umiescié¢ na powierzchni z podziatka przymiaru sprawdzanego tak, aby kreski zerowe
lub czolowe krawgdzie pomiarowe poréwnywanych przymiaréw pokrywaly si¢ ze soba i byly
wzgledem siebie rownolegle,

3) wyznaczy¢ bledy dlugosci sprawdzanych odcinkéw podziatki w spos6b opisany w ust. 4.

. Blad dlugosci dziatki elementarnej o wartoéci 1 mm i 5 mm nalezy wyznaczyé za pomoca lupy

Brinella, a blad dlugosci dzialki elementarnej o wartoéci 1 cm i 1 dm — metoda bezposredniego
pordwnania dlugosci z odpowiednia dziatka elementarng przymiaru kontrolnego. Sprawdzenia
nalezy dokona¢ dla kilku dziatek elementarnych, wybranych wyrywkowo w calym zakresie
pomiarowym przymiaru,

Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia

Jezeli w wyniku sprawdzenia stwierdzono, ze przymiar odpowiada wymaganiom przepiséw o przy-
miarach, to nalezy wyda¢ §wiadectwo uwierzytelnienia.

ZARZADZENIE NR 194
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 27 grudnia 1995 r.

W sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych o przymiarach pélsztywnych.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o przymiarach pélsztywnych, stanowiace zalacznik do
niniejszego zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiada¢ przymiary polsztywne
podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania oraz okresy waznosci
dowodow kontroli metrologicznej.

Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Prezes
Gléwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordzinski
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Zalycznik do zarzgdzenia nr 194
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
Z dnia 27 grudnia 1995 r. (poz. 5)

PRZEPISY METROLOGICZNE O PRZYMIARACH POLSZTYWNYCH

§ 1.1.

§ 2.

§ 3.1.
. Wartos¢ dzialki elementarnej przymiaru powinna wynosi¢ 1 mm.

§ 4.1,

§ S.1.

§ 6.

§ 7.

§ 8.

§ 0.

§10.

Postanowienia ogéine
Przepisy dotycza przymiaréw pétsztywnych klasy dokladnosci I i I, zwanych dalej ,,przymiarami”.
Ze wzgledu na spos6b odtwarzania dtugosci rozréznia si¢ nastepujace rodzaje przymiardw:
1)  kreskowe, w ktérych ograniczeniami dlugosci sq kreski podzialki,

2) konhcowo-kreskowe, w ktdrych co najmniej jednym ograniczeniem dlugosci jest czotowa
powierzchnia pomiarowa, a pozostatymi ograniczeniami dlugosci sa kreski podziatki.

Gorne granice zakres6w pomiarowych przymiaréw powinny byé zawarte w przedziale (0,5 + 5,0) m.

. Dopuszcza si¢ wykonanie przymiarow z dziatka elementarng o wartosci 0,5 mm.

Material, konstrukcja i wykonanie

Przymiary powinny by¢ wykonane z tasmy weglowej lub stopowej o wspélczynniku rozszerzalnosci
llmowe_] (11,5 £ 2,0):10° °C". Zmienno$é wymiaréw i ksztaltu przymiaru w czasie powinna byé
ograniczona przez stabilizacje materiatu.

. Dopuszcza si¢ wykonanie przymiaréw z innych odpowiednio twardych i stabilnych materiatow

o znanym wspolczynniku rozszerzalnosci liniowe;.

. Zaleca si¢ wykonanie przymiaréw z materialéw nierdzewnych lub pokrywanie przymiaréw powloka

przeciwkorozyjna.

Powierzchnie przymiaru nie powinny mieé plam, zadzioréw i peknigé, a krawedzie nie powinny byé
ostre. Krawedzie powierzchni czolowych przymiaru nie powinny byé znieksztatcone.

Przymiar nie powinien by¢ namagnesowany.

Chropowato$¢ powierzchni przymiaru, okreslona parametrem R, , nie powinna przekraczaé wartosci:
1) 0,63 pm — dla powierzchni bocznych,

2) 2,5 um - dla czotowych i wzdluznych powierzchni pomiarowych.

Odchylenie od ptaskosci bocznej powierzchni przymiaru, przeciwleglej do powierzehni z podziatka,
nie powinno przekraczaé wartosci:

I) 0,3 mm — dla przymiaru o zakresie pomiarowym nie przekraczajacym 500 mm,
2) 0,5 mm/1 m - dla przymiaru o zakresie pomiarowym powyzej 0,5 m do 5 m.

Odchylenie od prostoliniowosci wzdliznej powierzchni pomiarowej przymiaru nie powinno
przekraczaé wartosci:

1) 0,3 mm - dla przymiaru o zakresie pomiarowym nie przekraczajacym 500 mm,
2) 0,5 mm/l m — dla przymiaru o zakresie pomiarowym powyzej 0,5 m do 5 m,
3) 0,1 mm/100 mm — w dowolnym migjscu zakresu pomiarowego.

Odchylenie od prostoliniowosci czolowych powierzchni pomiarowych, stanowiacych poczatkowe
i koficowe ograniczenie podzialki, nie powinno przekraczaé wartosci 0,06 mm.

Odchylenie katowe od prostopadiosci czolowych powierzchni pomiarowych wzgledem wzdiuznej
powierzchni pomiarowej przymiaru nie powinno przekraczaé¢ wartosci = 20'.
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§11.

§12.

§13.

§14.1.

§15.1.

§16.1.

§17.1.

Podziatka przymiaru powinna by¢ jednostronna lub dwustronna, jednokierunkowa; powinna byé
wykonana na jednej z powierzchni bocznych przymiaru.

Kreski podziatki powinny by¢ kontrastowe, proste, o obrzezach prostoliniowych, a ich kofice
pokrywaé si¢ z krawedzia wzdluznej powierzchni pomiarowej przymiaru i by¢ do niej prostopadte.
Odchylenie od prostoliniowosci kresek oraz odchylenie ich od prostopadloéci wzgledem wzdiuznej
powierzchni pomiarowej powinno by¢ niedostrzegalne.

Podziatke przymiaru tworza trzy rodzaje kresek:

1) dhugie — kreska zerowa i kazda dziesiata,

2) $rednie — kreska odpowiadajaca wskazaniu S mm i nieparzystym wielokrotnosciom 5 mm,
3) krotkie — kreski pozostale.

Szeroko$é kresek podziatki powinna zawiera¢ si¢ w granicach:

1) (0,1 +0,2) mm — dla przymiaru z dziatka elementarng o wartosci 1 mm lub 0,5 mm, klasy
dokladnosdci I,

2) (0,1 +0,3) mm — dla przymiaru z dziatka elementarng o wartoéci 0,5 mm, klasy doktadnosci II,
3) (0,1 -+ 0,4) mm — dla przymiaru z dziatka elementarna o wartosci 1 mm, klasy dokladnosci II.

Réznice szerokosci poszezegdlnych kresek podzialki oraz réinice szerokoéci tej samej kreski nie
powinny przekraczaé wartosci:

1) 0,05 —mm dia przymiaru klasy dokladnosci I,
2) 0,1 mm — dla przymiaru klasy doktadnosci I1.

Kreski podziatki odpowiadajace wielokrotnosciom 1 ¢m powinny byé ocyfrowane. W przymiarach
z dwiema podziatkami ocyfrowanie kresek moze by¢ wspdlne dla obu podzialek.

Ocyfrowania kresek podzialek powinny by¢ czytelne i jednoznaczne.

. Miejsce oznaczen, wymiary, ksztalt, kolor i kontrast cyfr powinny by¢ przystosowane do rodzaju

przymiaru oraz barwy tasmy.

Oznaczeania

Przymiar powinien mie¢ wykonane na stale oznaczenia:
1) nazwa lub znak wytworcy,

2) zakres pomiarowy wyrazony w metrach,

3) numer fabryczny lub znak wyrézniajacy,

4)  wspolczynnik rozszerzalnoéci liniowej materiatu, z ktérego wykonany jest przymiar, jezeli jest
inny niz podany w § 4 ust. 1,

5) nadany znak zatwierdzenia typu,
6) klasa dokladnosci.

Biedy graniczne dopuszczalne

Bledy graniczne dopuszczalne dlugosci odcinka podziatki przymiaru w temperaturze 20°C
okreslone sa wzorami:

1) £{(0,1+0,1-L)ymm - dla przymiaréw klasy doktadnosci I,
2) #(0,3 +0,2 L) mm - dla przymiaréw klasy doktadnosci II,
gdzie L jest wartoscig liczbowa dlugosci sprawdzanego odcinka podziatki wyrazonej w metrach.

. Blad dhugosci dziatki elementarnej (o warto$ci 1 mm Iub 0,5 mm) oraz réznice migdzy diugosciami

dwéch kolejnych dzialek elementarnych nie powinny przekraczaé wartosci:
1) =+ 0,05 mm — dla przymiaréw klasy dokltadnosci I,
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2) 0,1 mm - dla przymiaréw klasy doktadnosci II.
3. W przymlarach koncowo—kreskowych wartosci bezwzgledne bledéw granicznych dopuszczalnych
dlugosci pierwszej i ostatniej dziatki elementarnej sa powiekszone o wartosci:
1) 0,1 mm — dla przymiaréw klasy doktadnosci I,
2) 0,2 mm ~ dla przymiaréw klasy doktadnosci I1.
Warunki wtasciwego stosowania
§18.1. Przymiar powinien by¢ przed uzyciem oczyszczony ze $rodka ochronnego i pyhu.

§19.1.

. Przymiar nalezy chronié przed zarysowaniem i innego rodzaju uszkodzeniami oraz

namagnesowaniem.

. Przy stosowaniu przymiaru w temperaturze réznej od 20 °C nalezy do wymku omiaru wprowadzié
Zy p wp

poprawke na rozszerzalno$¢ liniowa materiatu, z ktorego przymiar zostal wykonany.

. Przymiar nalezy przechowywac w futerale, w miejscu czystym i suchym.

Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej przymiaru, zgloszonego do uwierzytelnienia na wniosek
zainteresowanego, jest §wiadectwo uwierzytelnienia.

. Termin, do ktérego przymiary zatwierdzonego typu moga byé wprowadzane do obrotu lub

uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

Redakcja: Biuro Prawne Gtéwnego Urzedu Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2.
Druk, prenumerata i kolportaz: Wydawnictwa Normalizacyjne ,,ALFA” ~ ,WERO” Sp.zo.0.
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 22
Pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzgdowego mozna nabywaé
w Centralnej Ksiggarni Norm, 00-820 Warszawa, ul. Sienna 63, tel. 620 70 23

Tloczone z polecenia Prezesa Gléwnego Urzedu Miar

cena: 2 z1 40 gr (24 000 zi)





